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VAZENE CLENKY A VAZENi CLENOVE CNDT,

SRDECNE VAS ZDRAVIM OPET V TETO
TRADICNI JARNI PRILOZE, KTERA NAM JIZ
CTVRTYM ROKEM POSKYTUJE PRIJEMNOU
PRILEZITOST OHLEDNOUT SE ZA
UPLYNULYM ROKEM A PREDSTAVIT CAST
PLANU PRO ROK AKTUALNI.

V roce 2024 jsme Uspésné usporadali konferenci
DEFEKTOSKOPIE v Beroung, kde se zaroveri konaly volby
a byli zvoleni néktefi novi lenové prezidia na nadchazejici
Ctyrleté funkéni obdobi. Rad bych zde podékoval véem, ktefi
se voleb aktivné ucastnili, a gratuluji nové zvolenym &lendm.
Pevné véfim, Ze jejich nové myslenky a pfistup pfinesou
nasemu spolku dalsi pozitivni impulzy. Sou¢asné bych chtél
podékovat panu Ing. Zdernku Pfevorovskému, CSc., za
dlouhodobou praci v prezidiu a ve vedeni CNDT, z. s.

Poprvé v historii nasi spole¢nosti byla v lonském roce za-
vedena moznost elektronického prihlaSovani na konferenci
prostrednictvim on-line formulare, coz vyznamné usnadnilo
proces registrace Uc¢astnikim i organizatoriim a zaznamena-
lo velmi kladné ohlasy.

V pribéhu loriského roku jsme také zahdjili distribuci
novych plastovych ¢lenskych priikazek, které predstavuiji
krok vpfed smérem k lepsi identifikaci ¢lend pfi spole¢nych
X akcich a soudasné zvysuiji prestiz élenstvi v CNDT, z. s.
Doc. Mgr. Libor Topolaf, Ph.D. Kromé toho byl na naSich webovych strankach spustén
prezident CNDT, z. s. novy formula¥, ktery vam umozni jednodus$e a efektivné na-
hlasovat pfipadné nesrovnalosti v normach, ¢imz doufame
mUzeme pfispét k jejich rychlejSimu feseni.

Rad bych vas zavérem tohoto tvodniho textiku pozval na
letosni konferenci DEFEKTOSKOPIE 2025, ktera se uskutec-
ni v atraktivnim prostfedi zamku v Litomysli. Novinkou letos-
niho roéniku bude Neformalni vecer NDT, ktery se uskute¢ni
v Utery veder a jeho? organizace se ujme piimo CNDT.
Vérim, ze toto neformalni setkani nabidne Ucastniklm nejen
prilezitost k uvolnéné diskuzi, ale také k navazani novych
odbornych i osobnich kontakt(. Na konferenci pfipravujeme
i dalsi novinky, které jak véfime, budou pfinosem.

Preji vam v8em Uspésny rok 2025 a budu se tésit na setkani
pfi nékteré z akci poradanych CNDT, z. s.

Libor Topolafr, prezident CNDT, z. s.
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Ceska spoleénost pro nedestruktivni testovani, z.s.
porada 55. mezindrodni konferenci a vystavu NDT techniky

DEFEKTOSKOPIE 2025 )

M@{Emwmmy

11.-13. listopadu 2025,
Litomysl

Mezinarodni konference a vystava Defektoskopie 2025/NDE for Safety
2025 bude zamérena zejména na problematiku nedestruktivniho
zkouSeni materialu a konstrukci ve vSech oborech technické cinnosti.
Konference bude pfilezitosti k setkani vsech, ktefi se zajimaji o vyzkum,
vyvoj, praktické aplikace i vzdélavani a normalizaci v tomto oboru.

Soutasti konference bude vefejné pristupnd vystava NDT techniky. ©:
Aktualni informace a prihlasky: www.cndt.cz

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists
to 55 International Conference and Exhibition of NDT technique

NDE FOR SAFETY 2025 \

DEFEKTOSKOP Emy

Litomysl, Czech Republic
November 11.-13., 2025

This event will be organized by Czech Society for NDT as an international annual
meeting and exhibition. The conference is aimed at all topics of non-destructive
testing and evaluation of materials and structures in all areas of technical activities.
It is an opportunity to meet together all people interested in research,
development, as well as in practice, standardization and application of NDT/NDE
methods. Manufacturers and suppliers of NDT instruments and services are invited
to present their products and innovations.

Conference Language: All technical papers at the conference will be presented
in English, Czech or Slovak languages.

More info: www.cndt.cz

| 4/2025



FOTO: RMI

NOVA ROBUSTNI TECHNOLOGIE

PRO PRESNE TESTOVANIi POVRCHU

Mobilni 3D mikroskop GelSight Mobile druhé generace, ktery byl

vyvinuty na Harvardove univerzité, je zaloZzen na revolu¢nim principu
elastomerovych dotykovych senzorll. Umoznuje rychlé a presné 3D
zobrazeni nejen v laboratori, ale i v terénu.

fistroj umozriuje okamzité in-situ

testovani povrchu vzork( bez ohledu

na jejich reflektivitu, porozitu nebo
transparentnost a nezavislé na okolnich své-
telnych podminkach. Diky kompaktni velikosti
je vhodny i pro nedestruktivni 3D zobrazovani
a testovani pfimo ve vyrobnim procesu.

Mezi hlavni aplika¢ni oblasti patfi automo-
bilovy a letecky primysl| (okamzita 3D analyza
pfimo ve vyrobnim procesu), zvlada napfi-
klad i kontrolu kvality a analyzu defektd na
transparentnich materidlech (kokpity letadel,
okna aut atd.), analyzu koroze nebo identifi-
kaci a analyzu defektl pfi studeném valcovani
oceli nebo extruzi hliniku. Je zde ale Siroké
spektrum dalSich aplikaci, jednoduse se da
pouzit vSude tam, kde je tfeba analyzovat
lokalni topografii povrchu.

PFi snimani povrchu se dotykovy elas-
tomerovy senzor pritlaci k povrchu vzorku
a podobné jako lidska kiize se pfizplsobi
jeho tvaru a presné zachyti jeho topografii.
Zadni strana senzoru s otiskem povrchu se
postupné osviti z rdznych Uhl vestavénym
polem LED diod a obraz je zarovefi sniman
vestavénou kamerou s vysokym rozliSenim.

RMI, s.r.o. - laboratorni technika

Nameérena data jsou odeslana do ovlada-
ciho tabletu, ktery provede jejich rekonstrukci
a vytvori 3D model méreného povrchu.

Cely proces je velmi rychly a 3D topografie
povrchu je k dispozici za nékolik sekund. P¥i
méfeni velmi $patné dostupnych povrchd je
stale mozné pouzit vhodny material pro vy-
tvoreni otisku a ten nasledné ihned na misté
oskenovat.

Vznikly 3D obraz je analyzovan v soft-
waru pfistroje na ovladacim tabletu/no-
tebooku. Software umoznuje méreni XY
rozmér( na povrchu, hloubek/vysek vici
referencnimu bodu, zobrazeni vySkového
profilu, prdmér a cirkularitu dér, analyzu
Skrabancl, detekci jamek nebo ¢astic
na povrchu, drsnost stanovenou z profilu

Mobilni analyzatory, védecké, analytické a testovaci pfristroje
véetné zarizeni pro Upravu vzorky a Sirokého sortimentu
spotrebniho materialu.

1 Meéreni defektu na hrané lopatky
pristrojem GelSight.

2 Elastomerovy senzor se piizp(isobi tvaru
povrchu a presné zachyti jeho topografii.

3 Vznikly 3D obraz je analyzovan
v softwaru pfistroje.

nebo z oblasti na povrchu a stanoveni
vrcholového prdméru. K dispozici je také
pokrocila analyza s pouzitim umélé inteli-
gence nebo sesivani skenli pomoci funkce
stitch. GelSight uklada 3D data ve formatu
TMD, STL nebo X3P. Dale nabizi moznost
rychlého vytvareni protokol z méfeni ve
forméatu PDF.

Mikroskop GelSight Mobile ma lateralni
rozliSeni 3 um, rozliSeni v ose Z 1 ym a méfi
plochu o rozmérech 17,0 x 14,2 mm. Doba
snimani povrchu vzorku je pouhych 100 ms,
vysledna 3D topografie povrchu vzorku vznik-
1a rekonstrukci namérenych dat je k dispozici
za nékolik sekund.

Ing. Filip Jakes

Kontakt:

tel.: +420 466 921 404
e-mail: sale@rmi.cz
WWW.rmi.cz

techmagazin.cz |



KONTRAST, JAS A BITOVA HLOUBKA

U RT SNiMKU

Kontrast a jas jsou zéakladni nastroje pro interpretaci NDT snimkad.
Tento Clanek rozebira, jak s témito nastroji pracuje software a take,
jak zobrazit a zkontrolovat cely barevny rozsah RT snimku.

eSkeré detaily v RT obrazku jsou viditelné skrze odstiny Sedi-
vé barvy s tim, Ze za nejtmavsi odstin Sedivé je povazovana
¢erna a za nejsvétlejsi naopak bila.

Dulezité jsou &tyfi pohledy: rozsah vnimani lidského oka, rozsah
zobrazeni pocitatovych monitor(, rozsah detektorl (DR, CR, digiti-
zer) a format ulozeni digitalniho snimku.

Lidské oko je schopné rozlisit pfiblizné 500 stupniti Sedi. Cvicené
lidské oko je za idedlnich podminek schopné rozlisit az témer
900 stupnid Sedi.

U pocitaGovych monitord je pro vyhodnocovani RT snimkd ddle-
Zitym parametrem, kolik odstin( $edé jsou schopny zobrazit. Bézné
obrazovky dnesnich pocitacli zobrazuji 256 stupnl Sedi (véetné
&erné a bil¢), profesionalni a primyslové monitory az 1024 Grovni
Sedivé. Takové monitory jsou schopny zobrazit vice odstind, nez
je lidské oko schopné rozlisit. Moderni detektory jsou schopné bez
problémd zaznamenat aZ 65 536 stupid Sedi.

Format ulozeného snimku

Format ovliviuje, s jakou paletou nebo s kolika stupni Sedi je ob-
razek ulozen. Typické hodnoty byvaji v rozmezi 256-65 536. Je ale
mozné setkat se i s formaty obrazkd, které jsou schopné pojmout
pres 4 miliony odstind $edi, nebo také jen 2 (Cerné a bilé).

Pro Ucely vypocetni techniky se k popisu poc¢tu odstint Sedi
pouziva termin bitova hloubka, napt. 8 bitd, 16 bitl apod. Cim
vy$$i bitova hloubka, tim vice odstind Sedivé barvy, a to exponen-
cialné.

Bitovd hicubka | Pofet odstind $edi | Typické pouhti

B-bit 256 | B&2né monitory a forméty obrézki jpg. bmg, apod

10-bit 1 024 | Prierysiové a profesionalni montory

12-bit 4096 | DR panely a CR filmy, Formity: DICOM

14-bit 18 384 | DR panely a CR filmy, Formaty: DICCM

16-bit 65 536 | DR panely a CR filmy, Forméty: DICOM a TIFF

Tabulka ukazuje pocCet urovni Sedi pro nejpouzivanéjsi bitové
hloubky.

Viditelné spektrum

Bitova hloubka definuje pocet barev, nedefinuje ale pfimo, jak
presné ma ktera barva vypadat pfi zobrazeni. Dokonce to ani neni
mozné, protoZe 16bitovy obrazek (65 536 odstinl) neni mozné pl-
nohodnotné zobrazit ani na kvalitnim primyslovém monitoru (1024
odstind). Navic i takovyto samotny monitor zobrazuje vice Urovni
Sedi, nez je i trénované lidské oko schopné vnimat.

Pfi snaze o zobrazeni vice odstint Sedivé barvy, nez umozriuje
obrazovka, dojde ke sjednoceni ,podobnych® barev do jedné. Na-
ptiklad, pfi zobrazeni obrézku s 65 536 stupni $edi na prdmyslovém
monitoru s kapacitou 1024 odstin( Sedi, dojde k redukci 64 Grovni
Sedi do jedné. Nebo-li 65 536 : 1024 = 64.

Pri vykresleni stejného obrazku na 8bitovém monitoru
(256 odstin(l) je redukce dokonce 256 Urovni do jedné. Tedy
65 536 : 256 = 256.
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Window Width (kontrast)

Zminéné priklady jsou pro pfipad, Ze obrazky obsahuji obé krajni
barvy (bilou a ¢ernou). V tom pripadé je totiz nutné zobrazit piny
rozsah barev (od ¢erné po bilou neboli od nuly pro maximalni
hodnotu v feci Cisel). Rozsah zobrazenych barev se nazyva tzv.
Window Width neboli $itka okna na poli odstind Sedi.

Nasleduijici pfiklad je pro zjednoduSeni. Pfedpoklada se 4bitovy
obréazek (16 odstinl), ktery ma byt zobrazen na 2bitovém monitoru
(4 odstiny).

Paleta obrazku:

. | | | |

Paleta monitoru:

H B ]

Pokud by mél byt obrazek vykreslen v celém rozsahu na 2bitovém
monitoru, bylo by tfeba sloucit barvy nasledujicim zplsobem
(4 barvy do jedné).

Po tomto rozdéleni je Window Width = 16. Tedy je snaha zobrazit
kontrastnim zpUsobem 16 barev.

Pokud by ale v obrazku nebyly zastoupeny nejtmavsi 4 barvy,
ani nejsvétlejsi 4 barvy, nebylo by je tfeba zobrazovat. Jinymi slovy,
bylo by tfeba namapovat jen prostfednich 8 odstinl. Barvy pouZité
ve fiktivnim obrazku jsou ozna¢eny modre.

_______ IaEEE==w

Mapovani na 2bitovy monitor by pak vypadalo nasledovné:

* .
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V tomto pfipadé je Window Width = 8, tedy snaha o zobrazeni
osmi barev. Zaroven plati, ze barvy ze stfedu jsou vidét s vy$Sim
kontrastem, protoZe jsou namapované na celé spektrum barev
monitoru. Napr. tmavé Seda se zobrazi jako ¢ernd a svétle Seda
jako bila. Diky tomu je pro oko jednodu$si vidét detaily obrazku.
Window Width tak definuje kontrast.

Window Width je mozné upravit (zvétsit/zmensit) i pokud je
plvodni obrazek vykresleny pres celé spektrum odstint Sedi. Na-
priklad pokud by obrazek, ktery vyuziva vSech 16 odstind Sedi, byl
zobrazen s Window Width = 8, tak by ve viditelném spektru na mo-



nitoru bylo jen prosttednich 8 barev. Cty¥i tmavsi by byly zobrazeny
Cerné a Ctyfi svétlejSi bile. Naopak prostfednich 8 barev by bylo
vice kontrastnich a umoznovalo by pfi inspekci lepsi viditelnost
detaild. Obrazek nize ukazuje mapovani trovni Sedé. Modré Sipky
ohraniéuji rozsah zobrazenych odstinl (Window Width).

=>

Uprava kontrastu je tak ve skutednosti nastavovani po&tu zobraze-
nych odstinli $edi (Window Width).

Window Center (jas)
Posledni piklad zuzil po€et zobrazenych barev obrazku na pro-
stfednich 8, prestoze obrazek je vykresleny vSemi 16 barvami. Diky
tomu jsou Iépe rozpoznatelné detaily zachycené pomoci prostfed-
nich 8 barev, zatimco detaily zachycené nejtmavsimi nebo nejsvét-
lejSimi 6 barvami splyvaji. Jsou bud’ Cisté erné, nebo Cisté bilé.
Pokud by bylo potfeba kontrastné vykreslit napfiklad nejtmavsich
8 odstind $edi, je mozné ponechat Window Width = 8 (zobrazeni 8
odstind), ale posunout jeho stfed (Window Center) smérem k tma-
vym barvam. Na obrazku nize je Window Center oznacené zelenou
Sipkou.

= U <2
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V tomto pfipadé budou kontrastni tmavé barvy, zatimco vSechny
svétlé splyvaiji a jsou zobrazeny bile. Opticky se takto tmavé barvy
dostanou do viditelného spektra a obrazek se rozjasni. Naopak je
mozné posunout stfed zobrazovanych uUrovni Sedi ke svétlym bar-

WJ._..UI

vam a snizit tak jas z Cisté bilé na viditelné detaily (jsou-li v téchto
barvach zachyceny na obrazku).

c> U
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Vytvareni snimkt
Pri vytvareni nebo digitalizaci snimku je dlleZité znat parametry
pfistroje a také spravny format pro uchovani detaild.

V praxi se napfiklad opravdu stava, ze je snimek porizen na
kvalitni DR panel s rozsahem 16 bitl (65 536 odstinll Sedi), ale
nasledné je ulozen v obyCejném formatu .jpg, nebo dokonce .bmp
s 256 odstiny Sedi.

Naopak se také stava, Ze detektor je schopen rozpoznat
12 bitl (4096 odstind), ale obrazek je uloZzen do 16bitového soubo-
ru s priponou .tiff. V tomto pfipadé nedochazi k zadné degradaci,
ale vysledny obrazek zabira vice mista na disku, nez by bylo nutné.

Samotné formaty pro uchovani obrazk(l a metadat by vydaly
minimalné na samostatny ¢lanek. Detaily jsou tak pro jednoduchost
vynechany.

Vyhodnocovani snimkt

Pfi vyhodnocovani RT snimkd je ddlezité védét na jakém monitoru
a s jakou bitovou hloubkou je snimek zobrazen. Pokud se jedna

o 16bitovy snimek, je vhodné posunout si do viditelného spektra
postupné cely barevny rozsah. Window Width se pak bude odvijet
od parametrd monitoru.

Naopak pfi vyhodnocovani 8bitového snimku na kvalitnim moni-
toru mlze byt vyhodné snizit si Window Width a zvysit tak kontrast
jednotlivych barev. Ty jsou pak zobrazeny s vys$Sim rozdilem a de-
taily obrazku jsou pak lépe viditelné.

Ing. Vit Minafd, NDT Software

KOREKCE ROZPTYLU CT RESi PROBLEM RTG ZARENI

Nikon Metrology uved! softwarové feSeni Scatter Correction CT, které
korekci artefaktl rozptylu zlepSuje kvalitu obrazu a presnost méreni pri

skenovani primyslovou poditadovou tomografii (CT).

Tato novinka mdiZze mit vyznamny dopad na
NDT aplikace v rliznych odvétvich véetné
leteckého a automobilového primyslu, adi-
tivni vyroby a odlitk@. Diky vyuZiti pokroci-
lych modelovacich technik vyrazné zlepSuje
jasnost obrazu a presnost méreni, zejména
u hustych materidld, jako je hlinik, ocel,

dramaticky zlepSuje kvalitu obrazu, coz
a vnéjsich struktur, defektl a jemnych
detailC.

soucasti a vnitfnich prvkd je zasadni pro
kontrolu kvality i vyrobu.

Vyrazné rychlej$i doby skenovani (vice
nez 100nasobné nez tradiéni metody 2D
CT bez rozptylu) umoziiuji vyrobctim vy-
razné zlepSit propustnost a urychlit vyvoj
produktd.

Korekce je integrovana do pracovniho po-
stupu skenovani a k aktivaci staci jediné

keramika a Inconel.

Artefakty rozptylu rentgenového zareni
jsou jiz dlouho znacny problém pro opera-
tory CT skend, ktery jim brani v ziskavani
jasnych snimka vnitfnich i vnéjsich struktur.
RTG zareni, stejné jako viditelné svétlo,
se obvykle §ifi pfimocare, ale nékdy je
absorbovano a znovu emitovano, coz mize
zménit smér Sifeni. Tento problém se mlze
projevit jako obla¢né halo obklopuijici oblas-
ti s vysokou hustotou, faleSné nehomoge-

nity v homogennich oblastech a rozmazani
hran napfi¢ hranicemi materialu. Korekce
rozptylu CT efektivné simuluje a koriguje
tyto slozité interakce a odstrariuje tak nega-
tivni U¢inky rozptylu.

Klicové vyhody predstavuji zejména:
VylepSena jasnost obrazu, kde korekci
artefaktd rozptylu rentgenového zareni se

kliknuti, coz snizuje potrebu specializo-
vanych dovednosti a zvySuje celkovou
produktivitu.

Korekce artefaktl rozptylu CT predsta-
vuje prevratné reseni, které resi kriticky
problém v primyslovém CT skenovani
a nabizi vyrazné lepsi kvalitu obrazu
a presnost méreni. To ve findle zlepSuje
kontrolu kvality, vyvoj produktl a vyzkum-
né moznosti.
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V BEROUNE SE SESLA SPICKA OBORU NDT

Jiz 54. roCnik tradicni konference Defektoskopie,
ktery probéhl v kulturnim domeé Plzenka v Beroung, prinesl bohaty
program a celou radu inspirativnich setkani odbornikl z oblasti

nedestruktivniho testovani (NDT).

ezinarodni konference Defektoskopie

2024, poradana Ceskou spoleénosti

pro nedestruktivni testovani ve dnech
12.-14. listopadu v Berouné, opét potvrdila
svij vyznam jako klicové setkani pro odbor-
niky, vyzkumniky, studenty a priimyslové
partnery z oblasti NDT. Tfidenni akce nabidla
zajimaveé prednasky a diskuse o nejnoveéjsich
trendech a technologiich v oboru.

Prvni den konference byl zasvécen zase-
dani vyboru CNDT, samotnou konferenci,
resp. odborny konferen¢ni program, zahajil
druhy den Bernard Kopec prednaskou
o pfinosu rodiny Curie k fyzikalnim zakla-
ddm radia¢nich a ultrazvukovych metod
NDT. Na ni navazala prvni série firemnich
prednasek, které tvofi jiz tradicné vyznam-
nou soucast konferenéniho programu.
Firma Waygate Technologies predstavila
Robotické inspekce v omezeném prostoru,
Noah Hansen z DURR NDT ukézal moz-
nosti digitalni transformace NDT procest
a vyhody softwaroveé fizenych pracovnich
postupt. Velky zajem vzbudila zavéreéna
prfednaska dopoledni sekce vénovana
detekci rezidui po vystfelu pomoci infra-
¢ervenych metod NDT a potencial vyuziti
v kriminalistice.

K atraktivnim pfispévkim patfila i pfed-
naska Pavla Mare$e z Centra vyzkumu ReZ
na téma zvySovani spolehlivosti provoznich
kontrol s vyuZitim modernich manipulatord,
ktera zahajila odpoledni sekci. Pokracujici
prezentace Miloslava Prochazky z firmy
Tediko vzbudila opravnény zajem s téma-
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tem Kontrola karosérie automobilu vifivymi
proudy po opravé poskozeni krupobitim.
Tato technologie byla i tématem dalsi

z prednasek, v niz se firma Consenta
zameérila na predikci hloubky zakaleni po-
moci umélé inteligence. Pfednaskovy blok
uzavrely Pozadavky certifikace a akreditace
v kontaktu s realitou v podani Miloslava
Prochazky, a problematika lomového se-
Ihani konstrukce vedouci k havarii, prezen-
tovana Vaclavem Svobodou. Ty nasledné
doplnily pfednasky Jany Veselé s tématem
Vliv tepelného starnuti na zmény ultrazvu-
kovych vlastnosti oceli, a pfednaska Jana
Crhy vénovana analyze zdrojd akustické
emise v pribéhu zkousek tlakovych zafize-
ni, i praktické zkusenosti z NDT zkouseni

Prednaskovy
program doplriovala
verejné pristupna
vystava

NDT techniky.

1) Konferenéni program zahdjil Bernard Kopec
prednaskou o pfinosu rodiny Curie
k metodam NDT.

2) Hana Dittrichova z firmy Consenta se zaméfila
na predikci hloubky zakaleni pomoci Al.

hutnich vyrobkl v Tfineckych Zelezarnach,
o nichz hovoril Stépan Hefner.

Druhy den pokrac¢oval dopoledne kon-
ferenéni program dvéma prednaskovymi
bloky. Obsahem prvniho byly specifikace
kalenych vrstev vackovych hfideli, o nichz
prednasel Jifi Skrbek, a o hlavnich zménach,
které pfinesla novelizovana norma ISO 5817,
pohovofil Josef Neugebauer. Dale pokraco-
vala prednaska Jifiho Pechouska z Univerzi-
ty Palackého v Olomouci o analyze fazového
slozeni oceli a povrchu dil pomoci Méssba-
uerovy spektroskopie.

V druhém bloku pak dalsi zahrani¢ni host
Piotr Machala prezentoval integraci soft-
waru a elektronické a mechanické reSeni
v konstrukci ultrazvukovych automatickych
systémd, a firma Kowotest digitalizaci
RTG filmu. Testima pfispéla informaci z PA
seminare v rafinerii PCK Schwedt, a zavér
konference patfil metodam zkouseni zelez-
niénich kol, naprav a dvojkoli ultrazvukem.

Prednaskovy program doplfovala
verejné pfistupna vystava NDT techniky,
kde se mohli u¢astnici konference sezna-
mit s produkty firem PAPco, CONSENTA,
ATG, K-Technologies, FOERSTER TECOM,
NDT Trade, AQUA-CHEMIE, STARMANS
electronics, PROMAG NDT a Testima.

PFijemnym doplInénim byl spole€ensky
vecer a odborna exkurze do sklarny Ruickl
v Nizboru, které poskytly i¢astnikdim idealni
prostor k neformalnim diskuzim a navazani
novych kontaktd.

Uspéch konference, ktera vznikla ve spo-
lupréci se Stredni Cechy Convention Bureau,
by nebyl mozny bez podpory sponzord,
mezi které patfily firmy: PAPco, Pexraytech,
Kowotest, Testima a CONSENTA. Podé-
kovani patii také medialnim partnerim za
spolupraci pfi propagaci celé akce.

Dékujeme v8em aktivnim Géastnikdim
a budeme se tésit na letosni setkani na
zamku v Litomysili.

Tym organizatort
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